DERS TANITIM ve UYGULAMA BILGILERI

Dersin Adi Kodu Yanyil T+U+L Tara (Z/S) Yerel Kredi AKTS
(saat/hafta)

Malzeme MSN 521 Bahar 03+00+00 Zorunlu 3 7.5

Karakterizasyon

u igin Gelismis

Enstrimantal

Analiz Teknikleri

Akademik Birim:

Lisansistl Egitim Enstitlisi Malzeme Bilimi ve Nanoteknolojide Ylksek Lisans
(Disiplinlerarasi) (Tezli)

Ogrenim Tari: Orgln Egitim
On Kosullar Yok
Ogrenim Dili: ingilizce

Dersin Duzeyi:

YUiksek Lisans

Dersin Koordinatoru:

Bengli OZUGUR UYSAL

Dersin Amaci:

Bu ileri seviye dersin amaci, gesitli malzeme karakterizasyon teknikleri hakkinda kavramlar
saglamak ve 6grencilerin arastirmalarina uygun malzeme analizi ve karakterizasyon
yontemlerini se¢gmelerine olanak saglamaktir.

Dersin icerigi:

Bu ders 0grencilerin malzeme karakterizasyonu igin kullanilan temel yontemleri anlamalarina
yardimci olacaktir. Ogrenciler; dedektérler ve amplifikatérler, optik spektroskopi, elektron ve
taramali prob mikroskopisi, X-1sin1 kirinimi, floresan ve spektroskopik yontemler, ylzey analiz
tekniklerinin ilke ve uygulamalarini 6greneceklerdir; malzeme arastirmalarinin genis
alanindaki bilgileri kullanabileceklerdir. Dersin sonunda 6grenciler, her bir 6zel malzeme
tirdinud karakterize etmek icin uygun yéntemleri secebilecek ve bu tekniklerle elde edilen
verileri isleyip analiz edebilecektir.

Dersin Ogrenme Ciktilari (OC):

e 1- Mikroskopi, mikroanaliz ve kirinim teknikleri, ylUzey ve spektroskopi analizlerine
dayali malzemelerin karakterizasyonu igin énemli yéntemleri 6grenmek.

e 2- Enstrimantasyon, numune hazirlama dahil her teknigin temellerini anlamak.

 3-incelenen sistemin performansina gére uygun malzeme secimi ve malzeme
karakterizasyon tekniklerini kullanarak yeni malzemelerin gelistiriimesi hakkinda bilgi
sahibi olmak.

Dersin Ogrenme Yéntem ve
Teknikleri

Dersler, Odevler, Projeler, Dénem Odevi Sunumu, Sinavlar

HAFTALIK PROGRAM

Hafta Konular On Hazirlik

1 Kafes parametreleri, Yapi analizi, Faz ilgili materyalin okunmasi
tanimlama, X-isini kirlnimi (XRD), Scherrer
formUlU kullanilarak kristal boyut analizi

2 X-1sin1 fotoelektron spektroskopisi (XPS), X-| ilgili materyalin okunmasi
Isini floresansi (XRF), Enerji dagiliml X-
1Isini analizi (EDAX).

3 ileri Yazey Gérintileme (Mikroskopi) ilgili materyalin okunmasi
Teknikleri

4 Gegirimli elektron mikroskobu (TEM), ilgili materyalin okunmasi
Yuksek ¢ozunurltkla gegirimli elektron
mikroskobu (HRTEM).

5 Atomik kuvvet mikroskobu (AFM), ilgili materyalin okunmasi
Taramali tiinelleme mikroskobu (STM),

6 Alan emisyon taramali elektron ilgili materyalin okunmasi
mikroskobu (FESEM), Enerji dagihmli
spektroskopi (EDS)

7 Arasinav Yazili ve s6zIU sinav hazirlig




Termal analiz: Diferansiyel termal analiz
(DTA), Diferansiyel Taramal Kalorimetri
(DSC), Termogravimetrik analiz (TGA)

ilgili materyalin okunmasi

Spektroskopik Teknikler: Ultraviyole-
gorunur spektroskopi, Foto-liminesans
spektroskopisi, Fourier transform kizilotesi
(FTIR) spektroskopisi

ilgili materyalin okunmasi

10

Raman spektroskopisi, NUkleer manyetik
rezonans (NMR).

ilgili materyalin okunmasi

11

Elektriksel Karakterizasyon Teknikleri:
4-prob yontemi, Hall 6lcimu. LCR metre
ile dielektrik 6zellikler

ilgili materyalin okunmasi

12

Manyetik Karakterizasyon Teknikleri:
Manyetik histerezis, Titresimli numune
manyetometresi.

ilgili materyalin okunmasi

13

Mekanik Karakterizasyon Teknikleri:
Sertlik 6lgcimleri, Cekme testi, Gerilim-
gerinim egrisi

ilgili materyalin okunmasi

14

Ogrenci Sunumlari

ilgili materyalin okunmasi

Kadir Has Universitesi'nde bir donem 14 haftadir, 15. ve 16. hafta sinav haftalaridir.

ZORUNLU ve ONERILEN OKUMALAR

ISBN-13:978-3030704421

Material Characterization Techniques and Applications, Euth Ortiz Ortega, Hamed Hosseinian, Ingrid Berenice Aguilar Meza, Maria
José Rosales Lépez, Andrea Rodriguez Vera, Samira Hosseini, Springer, 2022. 1st ed., ISBN-13: : 978-9811695681
Magnetic Measurement Techniques for Materials Characterization, Victorino Franco, Brad Dodrill, Springer, 2021.

DIGER KAYNAKLAR

ilgili akademik makaleler

Materials Characterization Techniques, Sam Zhang, Lin Li, Ashok Kumar, CRC Press, 2008. ISBN-13:978-1420042948

DEGERLENDIRME SISTEMI

Yanyil ici Calismalan Sayi Katki Payi (%)
Katilim 14 -

Proje 1 15

Odev 2 10

Sunum/Juri 1 10

Ara Sinavlar/S6zIu Sinavlar/Kisa Sinavlar 1 25

Final Sinavi 1 40

Total: 20 100




IS YOKU HESAPLAMASI

Etkinlikler Sayisi Siiresi (saat) Toplam is Yiikii (saat)
Ders Saati 14 3 42

Proje 1 28 28

Odev 2 10 20

Sunum/Juriye Hazirhk 1 20 20

Ara Sinavlar/SézIu 1 30 30

Sinavlar/Kisa Sinavlar

Final Sinavi 1 47.5 47.5

Toplam is Yiki (saat): 187.5

1 AKTS = 25 saatlik is yuku

PROGRAM YETERLILIKLERI (PY) ve OGRENME CIKTILARI (OC) iLiSKiSi

# PY1 PY2

PY3

PY4

PY5

PY6 PY7

PY8

PY9 PY10 PY11l

OoC1

0C2

0C3

Katki Duzeyi: 1 DUsuk, 2 Orta, 3 Yiksek
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